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Elektronová mikroskopie dovoluje zobrazovat nanoobjekty s rozlišením jednotlivých atomů. 

Klasické mikroskopy pracují v režimu, kdy je snímán pouze statický obrázek vzorku a není 

možné měřit a charakterizovat děje, které se ve vzorku odehrávají na časových škálách 

femtosekund a pikosekund. Existuje ovšem také forma elektronové mikroskopie, která využívá 

krátké elektronové pulzy spínané laserem k měření a zobrazování ultrarychlé dynamiky ve 

vzorcích. Elektronový mikroskop s touto úpravou máme nově i u nás v laboratoři. 

Cílem tohoto projektu bude charakterizovat prostorové rozlišení skenovacího elektronového 

mikroskopu v různých režimech zobrazování při použití femtosekundových a pikosekundových 

elektronových pulzů. Výsledky budou porovnány s klasickým režimem mikroskopu 

využívajícím kontinuální svazek elektronů. Obrázky budou získávány jak pomocí detektoru 

sekundárních elektronů, tak pomocí STEM (scanning transmission electron microscopy) módu 

pomocí hybridního detektoru TimePix3. 
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